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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 
Komputerowa eksploracja 

danych eksperymentalnych 
Computer exploration of  

experimental data 

 WELENWSM-KEDA 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2022 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/+, C 24/+  
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

 
 

-

zakresu teorii estymacji, weryfikacji hipotez, analizy regresji i korelacji. 

Program: 
Semestr: II 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

analizy danych i opracowania raportu. 

 
 

 /metody dydaktyczne: owych z 
wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i 

 

 

 

Charakterystyka 
danych jednowymiarowych. 
2. Zastosowanie wybranych metod wnioskowania statystycznego w 
analizie danych (2h) 

wynik eksperymentu. Odrzucanie danych 
 

3. Rachunek skalarny modelu regresji liniowej (2h) 

2018 
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4. Rachunek macierzowy modelu regresji liniowej (2h) 

 
5. Opis danych wielowymiarowych (2h) 
Kowariancja 

twarzy Chernoffa, Andrewsa. Opis matematyczny operacji rzutowania 
 

6. Transformacja PCA (2h) 

 
7. Transformacja LDA (2h) 
Kryterium transformacji LDA. Przebieg transformacji dla wariantu 
dwuklasowego. Schemat transformacji dla wariantu wieloklasowego. 
8. Wprowadzenie do analizy dyskryminacji (2h) 

nych 

wieloklasowy. 
9. Problemy nieseparowalne liniowo (2h) 

-
-NN). 

10. Klasyfikacja bezwzorcowa (2h) 
Metoda k-

 

 

 /metody dydaktyczne

wykorzystaniem komputera. 
 

 

eksperymentalnych. 
2. Opis  

 

(2h)  

 
4. Predykcja w modelu liniowym z jednym regresorem (2h) 

 

(2h) 
ci modelu homo i heteroaskedastycznego. Obliczanie 

 
6. Obliczenia dla regresji wielorakiej i regresji wielomianowej (2h) 
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bazy danych. Badanie stopnia dopasowania wielomianu do danych 
eksperymentalnych. 
7. Badanie korelacji i wizualizacja danych wielowymiarowych (2h) 

Metody zobrazowania danych wielowymiarowych. 
8. Badanie  

PCA. Redukcja wymiaru danych. 
 

Eksploracja testowej bazy danych z wykorzystaniem PCA. Zastosowanie 
PCA do  

 

dwuwymiarowych w wariancie dwuklasowym. Zastosowanie do analizy 
przypadku wielowymiarowego i wieloklasowego. 

 

Rosenblatta. 
12. Tworzenie prezentacji wideo z analizy danych (2h) 

-

wielowymiarowych. 

Literatura: 

Podstawowa: 

Oficyna Wydawnicza EXIT, wyd. 2, 2008. 

2001.  
ukowe 

PWN, wyd. 1,1999. 
 

 

 

Naukowe PWN, wyd. 1 - 1995, wyd. 2 - 1999. 

 

W1 

K_W01 
W2 / Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach z obszaru 

cech charakterystycznych, predyk
K_W08 
W3 
specjalizowanymi przybornikami przy wykorzystaniu komputera do 
wspomagania analizy danych./ K_W05 
 
U1 oznane metody wielowymiarowej analizy 
danych eksperymentalnych jak PCA, LDA, k-NN i k-means do realizacji 
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U2  

 
 
K1 / S

 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

ny jest na podstawie: zaliczenia. 

danych.  
 jest prowadzone w formie: pisemnego kolokwium. Ocena 

 oraz  
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

 
- 

 
- 

analizy danych. 
 

 
-100%. 

 kty 
-90%. 

 
poziomie 71-80%. 

 plus 
-70%. 

 o
-60%. 

 
 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.   
2.   / 0 
3.  
4.   / 0 
5.  
6.  
7.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu  / 0 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 14 
13.  
 

118 godz. / 4 ECTS 
nauczycieli (1+3+10): 48 godz. / 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 
 

dynamicznych 
Modeling of dynamic systems 

 WELENWSM-MUD 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/+, C 12/+, L 12/+  
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

 
 

 

 

Program: 
Semestr: II 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor: i 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 
pozna metody tworzenia i opisu 

 

 
 

 

 

Tematy kol  

1.  

dyskretnych.  

2.  

 

3.  

-Kutty.  

4.  

Algorytmy Adamsa-Bashfortha, Adamsa-Moultona, Geara, algorytm Rosenbrocka i 
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5.  

tranzystory, wzmacniacze operacyjne.  

6. Modele dynamiczne maszyn  elektrycznych 

modelu w Simulinku.   

7.  

mplementacja modelu w 
Simulinku. Model silnika skokowego. 

8. Problemy sterowania obiektami i procesami 

stemu 
elektroenergetycznego.  

9.  

 

10.  

interferencyjnych, algorytm adaptacji LMS i RLS.  

 

 
 

 

1.  

2.  

3.  

4. 
pracy. 

5.  
pracy. 

6. Kolokwium zaliczeniowe 

 

 

1. Badani  

2. 
szeregowego 

3. Badanie modelu silnika indukcyjnego i skokowego.  

4.  

5. -insulina, epidemia, 
zmiany populacji). 

6.  

Literatura: 

podstawowa: 

Warszawa 2006.  

 

 

 Simulinka. Warszawa 2008.   



Karty  Metrologia  MON - II  
 

 

9 | S t r o n a  
2018 

 

W1 lizy 

techniczna. K_W01 

W2 

 

U1 / 

krytycznej oceny, 
 

U2 

 

K1 
K_K03 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i 
praktycznej. 

przeprowadzane jest w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do 

podst
-minutowego testu (U1, U2, W1, W2) oraz jako 

lab  
Skala ocen: 

-100%. 

-90%. 

-80%. 

-70%. 

-60%. 
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Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2. laboratoriach / 12 
3.  
4.   / 0 
5.  
6.  
7.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 17,6 
13.  
 

 godz./ 3 ECTS 
nauczycieli (1+2+3+10): 50,6 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Pomiary precyzyjne Precise measurements 

 WELENWSM-PP 

 polski 

Profil   

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, L 20/+  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

 
 

Podstawy metrologii, Miernictwo elektroniczne 

Program: 
Semestr: III 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor: Ciechulski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 
rezystancji. Pomiary 

 

 
 

 (po 2 godziny lekcyjne): 
1.  

informacji.  
. Aparatura pomiarowa: kompensatory 

pomiarach  

 Pomiary 

homodynowe. 
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pomiarowe stosowane w precyzyjnych pomiarach immitancji: mostki 
-zbocznikowane.  

 

 czasomierz cyfrowy, metoda 
 

Laboratoria (po 4 godziny lekcyjne): 
 

 
3. Precyzyjne pomiary immitancji. 

 
 

Literatura: 

Podstawowa: 
• Praca zbiorowa pod kier. J. Dudziewicza, Etalony i precyzyjne pomiary 

 
• Pomiary elektroniczne w technice wojskowej, 

1993 
• Chwaleba Metrologia elektryczna, WNT, wyd. 11 

 

 
•  
•  
• Sydenham P.H, Po  

 

W1 
 

W2 / Student zna wybrane (podbudowane teoretycznie) specjalne 

 
U1 

 
U2 

 
U3 ch do 

dostrzec ograniczenia tych metod. / K_U17 
K1  

 

Metody 
i kryteria oceniania 

o  

 

 

 
 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie laboratorium. 
- weryfikowane jest na zaliczeniu. 

- 
laboratoryjnych. 

 
-100%. 

 
-90%. 
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poziomie 71-80%. 

dosta  plus 
-70%. 

 
-60%. 

 
 

zal. 
 

nzal. otrzymuje stude
 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.  / 20 
3.  
4.   / 0 
5. Samodzielne  
6.  
7.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 
13.  
 

 godz./ 3 ECTS 
nauczycieli (1+2+10): 34,5 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Pomiary w medycynie  

 
BRAK KARTY INFORMACYJNEJ MODUŁU  
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Praca dyplomowa  

 WELENWSM-PD 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

  

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

-/z,  
razem: - godz., 20 pkt ECTS 

 
 

 

Program: 
Semestr: VII 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor: Zbigniew WATRAL 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 
notatki pracy, uzyskanie opinii i 

dyplomowej. 

 
 

werbalno-
programowych w postaci prezentacji w PowerPoint: 

 

z zadaniem pracy dyplomowej, konsultacje i pomoc merytoryczna promotora 
pracy dyplomowej, k
przy  
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Literatura: 

Podstawowa:   

1. Zasady procesu dyplomowania w Wydziale Elektroniki WAT /Wzory 

http://www.wel.wat.edu.pl/?page_id=5544 

2. M. Pasternak, Poradnik Dyplomanta, skrypt elektroniczny WAT, 
http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/Dydaktyka/PoradnikDyplomanta.pdf 

 

1. 
http://www.ee.pw.edu.pl/~amar/dyd/dypl/pisanie-p-d.pdf 

2. 
Warszawskiej 
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowe
j.pdf 

 

W1 
autorskich i ich poszanowania, procedury przebiegu procesu 
dyplomowania i obrony pracy dyplomowej.  / K_W17, K_W20 

U1 . 
/ K_U01 

K1  procesie 
 tym 

 

K2 / 
 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

 

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie ustnej. 

seminariach. 
Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena 

 
 b 

indywidualny. 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

 

1.  
 

edycja.  / 100 
 

egzaminu dyplomowego  / 40 
 

600 godz./20 ECTS 
nauczycieli (1+4): 60 godz./2 ECTS 

18 ECTS 

  

http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/Dydaktyka/PoradnikDyplomanta.pdf
http://www.ee.pw.edu.pl/~amar/dyd/dypl/pisanie-p-d.pdf
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

  Digital signal processors 

 WELENWSM-PS 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 16/+ 
 razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

 
 

Cyfrowe przetwarzanie . 
 

 mikroprocesorowych. 

Program: Semestr: II  
 

Metrologia 

Autor:  

 

Jednostka  
organizacyjna  

odpowiedzialna za 
 

Elektronicznych 

 

-uruchomieniowego Code 
-

 

 
 

 /metody dydaktyczne:  

samodzielnej analizy i studiowania. 

 

1. Systemy cyfrowego przetwarza   

zastosowania. 

2.  CPS. 
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3. Reprezentacje danych cyfrowych i ich skutki. 
 zapisu. Zakres 

 

4.  
.  

Zagadnienia projektowania i realizacji oprogramowania. Uruchomienie 
-uruchomieniowe Code Composer Studio. 

Wspomaganie budowy aplikacji. 

5. 
TMS320C6x. 

. Jednostka centralna CPU. Format danych  
i arytmetyka. Przetwarzanie potokowo-

 

6. ch 
 

Filtracja cyfrowa: filtry NOI, SOI, grzebieniowy, adaptacyjny. 

7. 
 

. 
 
Laboratoria /metody dydaktyczne:  

 
 

 

1. 
Studio. 

2. Wspomaganie budowy aplikacji, DSP/BIOS. 

3.  

4.  

Literatura: 

Podstawowa:  

H.A. Kowalski, , Wyd. BTC, 2012. 
S.W.Smith, 

, Wyd. BTC, 2007. 
Wybrana dokumentacja DSP firmy Texas Instruments. 

 

H.A. Kowalski, , Wyd. BTC, 2011. 
D. Stranneby, 
zastosowania, Wyd. BTC, 2004. 

 

W1 /  

obrazu./ K_W01, K_W12 

W2 / -
-uruchomieniowe Code Composer Studio, 

/ K_W07, K_W11 
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U1 / 
programistycznymi i symulatorami w celu symulacji, projektowania i 
weryfikacji sys / K_U10 

U2 / 

programowe./ K_U08 

U3 / 
/ 

K_U16 

K1 / 
 

/ K_K04 

K2 / 
kompeten / K_K01 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

egzaminu. 

realizacji postawionych 
 

 

laboratoryjnych. 

- sprawdzane jest na egzaminie pisemnym oraz w 
; 

 sprawdzane jest podczas 
 

 sprawdzane jest 
oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu pisemnym; 

 
-100%. 

 
-90%. 

do  
poziomie 71-80%. 

 plus 
-70%. 

 fekty 
-60%. 

 
 

zal. 
 

nzal. 
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Bilans ECTS 

studenta): 

 

1.  
2.   / 16 
3.  
4.  
5.  
6. Przygotowanie do zaliczenia / 8 
 

62 godz./ 2 ECTS 
nauczycieli (1+2+5): 34 godz./ 1 ECTS 

50 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Seminaria dyplomowe Diploma seminars  

 WELENWSM-SD 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

  

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

S 20/+ 
razem: 20 godz., 4 pkt ECTS 

 
 

 

Program: 
Semestr: III 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

Zasady, procedury i przebieg procesu dyplomowania, zasady pisania prac 

zgodnie z kolejnymi 

konsultacje i pomoc merytoryczna. 

 
 

Seminaria /metody dydaktyczne: werbalno-
programowych w postaci prezentacji w PowerPoint: 

 

organizacyjno- ./ 2 
2. Zasady gromadzenia i 

praw autorskich i ich poszanowania. Podstawowe metody cytowania prac. 
Zasady pisania prac dyplomowych, ich struktura, forma oraz podstawowe 

. / 2 
3. 

Konsultacje i pomoc merytoryczna. / 10 

4. Podstawowe informacje nt. przebiegu egzaminu dyplomowego. Metodyka 
. / 2 
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5. Finalna kontrola stanu realizacji prac. Kontrola przygotowania do egzaminu   
    dyplomowego. /4 

Literatura: 

Podstawowa:   

1. . Oficyna Wyd. Impuls, 
 

2. Zasady procesu dyplomowania w Wydziale Elektroniki WAT. Wzory 
http://www.wel.wat.edu.pl  

 

1.  
2003 

2. J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i 
dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004 

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, 
poz.  83 

4. 
http://www.ee.pw.edu.pl/~amar/dyd/dypl/pisanie-p-d.pdf 

5. T. Greber, Zasady pisania prac dyplomowych, skrypt elektroniczny 
PWR, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/ 

 

W1 
 

W2 
publikacji / K_W20 
U1 
badawczych i ich opisywania / K_U01 
U2 
reali
realizacji tego zadania / K_U03 
U3 
K_U02, K_U04 
K1 oich 
kompetencji / K_K01 
K2 

 

Metody 
i kryteria oceniania 

 
studenta 

 

 
Zaliczenie jest przeprowadzane w formie ustnej. 

seminariach. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest pozytywna 
 

w  
zal. 

 
nzal. 

 

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/greber/Materia%C5%20%82y/Zasady%20pisania%20prac%20dyplomowych.pdf
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Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  

pracy dyplomowej./ 10 
 

 
5. Opracowanie po  
 

120 godz./4 ECTS 
nauczycieli (1+3): 30 godz./1 ECTS 

3 ECTS 

  



Karty  Metrologia  MON - II  
 

 

24 | S t r o n a  
2018 

KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Seminaria przeddyplomowe Undergraduate seminars  

 WELENWSM-SPd 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

  

 2022 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

S 4/+ 
razem: 4 godz., 1 pkt ECTS 

 
 

grupy. 

Program: 
Semestr: I 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

Zasady, procedury i przebieg procesu dyplomowania, podstawowe wymagania 

, konsultacje i pomoc 
merytoryczna. 

  
 

Seminaria / metody dydaktyczne: werbalno-
programowych w postaci prezentacji w PowerPoint: 

 
1. Przekazanie informacji organizacyjno- . Charakterystyka 

Zasady pisania prac dyplomowych, ich struktura, 
. Zasady pozyskiwania, 

autorskiego. Proces wyboru tematyki prac 

poszcze  

 

Literatura: 

Podstawowa:   

1. . Oficyna Wyd. Impuls, 
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2. Zasady procesu dyplomowania w Wydziale Elektroniki WAT. Wzory 
http://www.wel.wat.edu.pl  

 

1.  
2003 

2. J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i 
dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004 

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, 
poz.  83 

4. 
http://www.ee.pw.edu.pl/~amar/dyd/dypl/pisanie-p-d.pdf 

 

W1  

 / K_W20 
U1/ 

opinie./ K_U01 
U2

a. /K_U02 
U3 

 
K01 oraz 

otrzymanego zadania/ K_K04 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

tematem pracy dyplomowej oraz zaprezentowanie go publicznie na 
ostatnich seminariach. Podczas prezentacji wymagane jest podanie 

tematu pro

seminariach. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest 
dostarczenia przez studenta, zatwierdzonej, deklaracji z wybranym 
tematem pracy dyplomowej oraz pozytywna ocena multimedialnej 
prezentacji wybranego tematu na ostatnich seminariach przeddyplomowych. 

w  
zal. 

 
nzal. 

 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2. Przygotowanie do prezentacji na seminariach/ 8 

 
 

27 godz./1 ECTS 
nauczycieli (1+3): 16 godz./0,5 ECTS 

1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Systemy rozproszone Distributed systems 

 WELENWSM-SR 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/+, L 24/+  
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

 
 

 

Program: 
Semestr: II 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 
pomiarowych  
systemami pomiarowymi w sieciach telefonii bezprzewodowej, w sieciach 

i LAN. 

 
 programowe): 

/metody dydaktyczne  werbalno-
 

 

struktura systemu pomiarowego. Ochrona systemu pomiarowego przed 

pomiarowych /2h. 
 

 
 

RS-422/RS-
komutowane PSTN /2h. 

nii     bezprzewodowej. 
Sieci przewodowe do transmisji danych cyfrowych. Systemy transmisji 
danych w interfejsie RS-232C. Organizacja transmisji szeregowej. Programy 

2018 
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/2h. 
5. Rozproszone przewodowe systemy pomiarowe typu CAN. 

 
 

-DP. System 

pomiarowych w sieci elektroenergetycznej PLC. System do zbierania danych z 
 

7. Systemy pomiarowe w sieci telekomunikacji ruchomej 
Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych. Systemy pomiarowe z 

Rozproszony system pomiarowy w sieci GSM. Uniwersalny system 
telekomunikacji ruchomej UMTS. Transmisja danych w systemie UMTS/2h. 

 

). Interfejs radiowy 

Satelitarne systemy pozycyjne (GPS, GLONASS, Galileo/2h). 
9. Systemy pomiarowe w sieci komputerowej 

pro
 

10. Systemy pomiarowe sieci LAN 

a interfejsowa. Systemy pomiarowe w 
sieci Internet/2h. 

Laboratoria/metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych 
 

1. Interfejsy RS-232 /4h 
2. Interfejsy RS-485 /4h 
3. Interfejsy IEEE-488 GPIB /4h 

 
 

 

Literatura: 

Podstawowa:  
▪  Komputerowa technika pomiarowa: oprogramowanie wirtualnych 

2005 
▪ Nawrocki W.:  
▪ Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe,  

 
▪ Simmonds A.:  
▪  

PWN, Warszawa 2017 
▪   
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W1 / Student m

telekomu
./ K_W01 

W2 / Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach 
elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07 

U1 / Student potrafi 

. / K_U01 
U2 / Student 

obszarze elektroniki lub telekomunikacji.  / K_U06 
K1 / Student 

./ K_K01 
K2 / Student p

role. / K_K03  

Metody 
i kryteria oceniania 

 

nia): 

 

 
 

laboratoryjnych. 
- 

laboratoryjnych. 
- sprawdzane jest  podczas kolokwium 

zaliczeniowego. 
 

ksz -100%. 
 

-90%. 
 

poziomie 71-80%. 
 plus 

-70%. 
 

-60%. 
  

 
zal. 

 
nzal. 
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Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.  / 24 
3.  
4.   / 0 
5.  
6. Samodzielne  
7.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 17,6 
13.  
 

 godz./ 4 ECTS 
nauczycieli (1+2+10): 50,6 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 
w systemach pomiarowych 

Software development 
environments for instrumentation 

 WELENWSM-  

 polski 

  

 zawodowych (MON) 

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/X, L 24/+,  
razem: 44 godz., 3 pkt ECTS 

 
 

Podstawy 

 

obiektowe, typy danych, obie  

-
 poziomu do 

 

Program: 
Semestr: II 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autorzy:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

Programowanie aplikacji Windows. Programowanie aplikacji sieciowych 
(klient serwer). Programowanie aplikacji mobilnych oraz wbudowanych. 

 

 
 

 /metody dydaktyczne 

 /2 godz./ Struktura 

interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe. 

2. Aplikacje WINDOWS FORMS /2 godz./ Tworzenie aplikacji, 

wykorzystanie menu i okien dialogowych. 
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3. Wybrane techniki programowania dla systemu MS WINDOWS 
/2 ki, statyczne i 

 funkcje 
 

4.  /2 godz./ Deklarowanie 
operatory 

 

5.  /2  

 

6. Programowanie modularne /2 godz./ Definiowanie funkcji, interfejs 
cji, referencje i 

 

7. Programowanie zorientowane obiektowo /2 

zakresu dost  konstruktor, 
 

8. Aplikacje windows presentation foundation (WPF) /2 godz./ 
Budowanie aplikacji WPF  

- wyzwalacze (triggers), tworzenie obiektu w kodzie 
XAML, walidacja danych. 

9.  /2 

aplikacji z zasobami Internetu. 

10.  /2 godz./ Relacyjna 
baza danych SQLite, pobieranie i zapisywanie danych do bazy, tworzenie 
grafiki 2D oraz 3D, konfigurowanie emulatora AVD. 

 

Laboratoria /metody dydaktyczne 

 godz./ 

2. Tworzenie aplikacji okienkowych z wykorzystaniem biblioteki 
Windows Forms platformy .NET /4 godz./ 

 godz./ 

 godz./ 

 godz./ 

 godz./ 

Literatura: 

Podstawowa:   

 

1. Gerber A., Craig C.: Android Studio: wygodne i efektywne tworzenie 
aplikacji. Apress Helion, 2016. 

2. Stasiewicz A.: Android Studio - podstawy tworzenia aplikacji. Helion, 
2015. 

3. Matulewski J.: Visual Studio 2013  
z zadaniami. Helion 2014. 

4. Sharp J.: Microsoft Visual C# 2010 : krok po kroku. Wyd. APN 
PROMISE, 2010. 
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1. Zapata B. C.: Android Studio - podstawy. Helion 2015. 

2. Pelland P.: Microsoft Visual C# 2008 Express Edition : Projektuj sam! 
Wyd. APN PROMISE, 2008. 

2011. 

 

W1 / Zna i rozumie algorytmy tworzenia oprogramowania z 

 

W2 
oprogramow
Google Android Studio/ K_W12+++ 

U1 

pomiarami, zbierania i przetwarzania danych pomiarowych / K_U06++ 

U2 

 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

 

 
Egzami  

laboratoryjnych. 
- weryfikowane jest egzaminem pisemnym. 

- sprawdzane jest w toku realiz
laboratoryjnych. 

 
-100%. 

 
-90%. 

 
-80%. 

 plus 
-70%. 

 ty 
-60%. 
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Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.  / 24 
3. - 
4.   / - 
5.  
6.  
7. - 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - 
9. Realizacja projektu / - 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 12 
12. Przygotowanie do zaliczenia / - 
13.  
 

90 godz. / 3 ECTS 
50 godz./1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Techniki deep learning Deep learning techniques 

 WELENWSM-TDL 

 angielski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C 16/+  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

 
  

Program: 
Semestr: III 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

 

 asad 

regresji, segmentacji obrazu i przetwarzania mowy. 

 
 

 /metody dydaktyczne: 
z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i 

 

1. 
(2h) 

 rys 
historyczny i perspektywy rozwoju. Klasyczne sieci MPL. Sieci 

w konte
 

2.  
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Funkcja aktywacji liniowa, sigmoidalna, softplus, funkcje klasy ReLu. 
Warstwa softmax. Metoda stochastycznego s
(SGD). Rodzaje regularyzacji, regularyzacja dropout. 

3.  

autoenkodera. Proces uczenia autoenkodera. Autoenkoder jako 
generator cech. 

4. zenia sieci (2h) 

Maszyna Boltzmanna i ograniczona maszyna Boltzmanna RBM. 

 

5. Sieci konwolucyjne CNN (3h) 

. Charakterystyka sieci 
konwolucyjnych CNN  

h 
obrazowych: ImageNet, CIFAR-10, Metodyka Transfer Learningu. 

6. Przetwarzanie danych klasy Big Data (1h) 

wykorzystaniem danych Big Data. Uczenie w chmurze.  

7.  

P

 

 

 /metody dydaktyczne

z wykorzystaniem komputera. 
 

1. 
 

Wczytanie danych. Konstrukcja sieci. Nienadzorowane uczenie i 
. Uczenie warstwy softmax. 

Nadzorowane douczenie sieci. 

2. 
klasyfikacji (2h) 

Konstrukcja magazynu danych. Zdefiniowanie struktury sieci w 
anie 

 

3. 
regresji (2h) 

sieci. Rozpoznawanie obrotu. Korekta obrotu. Testowanie sieci.  

4. Przygotowa  

Konfiguracja kamery internetowej. Zebranie danych obrazowych. 

5. 
bazy danych obrazowych (2h) 
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Dostosowanie ostatnich warstw. Douczenie i testowanie sieci. 
-line. 

6.  

importowanych baz danych obrazowych. Uczenie i testowanie sieci. 

7.  

aktywacji. 

8. Semantyczna segmentacja sceny (2h) 

Konstrukcja sieci na bazie modelu VGG-
etykietyzowanych danych obrazowych. Przygotowanie danych 

 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning  

 
2. M. Szeliga, Data Science i uczenie maszynowe, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2017. 
 

 
1. L. Deng, D. Yu, Deep Learning Methods and Applications, Foundations 

-4, ISSN: 1932-8346, 
2014. 
2. MathWorks, Introducing Deep Learning with MATLAB, 2017. 

 

W1 

wykorzystaniem sieci neuronowych. / K_W01 
W2 / Student zna i rozumie metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w 

danych. / K_W07,  K_W08 
W3 
specjalizowanymi przybornikami przy wykorzystaniu komputera do analizy 

 
 
U1 

konwolucyjne, 

/ K_U06, K_U09 
U2 
analizy d

 
 
K1  problemu 

 

Metody 
i kryteria oceniania 
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 jest prowadzone w formie: pisemnego kolokwium. Ocena 

 oraz  
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

 
- 

 
- 

wykorzystania poznanych metod. 
 

 
-100%. 

 
-90%. 

 
poziomie 71-80%. 

 plus 
ksz -70%. 

 
-60%. 

 
 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.  / 0 
3.  
4.    
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12. Przygotowanie do zaliczenia / 20 
13.  
 

90 godz./ 3 ECTS 
nauczycieli (1+3+10): 32 godz. / 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 
 

pomiarowych 
Measuring Instruments Calibration 

 WELENWSM-WPP 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2018 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 16/+  
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

 
 

Podstawy metrologii: 

organizacji procedur pomiarowych oraz analizy i interpretacji 
 

Miernictwo elektroniczne: 
budowy i  metod akwizycji 

informacyjno-pomiarowych w procesie przetwarzania danych 
pomiarowych. 

 Wzorce pomiarowe: 

 

Program: 
Semestr: I 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor: dr  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

 

 
wzorce ora
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 /metody dydaktyczne:  

programowych z wykorzystaniem technik 

praktycznych. 
 

 

1. Matematyczne podstawy pomiaru. (2 godz.) 
 e w 

 
 

(2 godz.) 
  
 ych dziedzinach. 
  
 elektrycznych. Wzorce kwantowe. 

 
  
   
  
  
  

 
  
  

          
          
          -4/02. 
5. Wzorcowanie multimetru cyfrowego i oscyloskopu. (2 godz.) 

 o  
  
 

Laboratoria /metody dydaktyczne: 
 - 

programowych, dyskusja. 
 

ny lekcyjne) 

1. Sprawdzanie multimetru cyfrowego.  
2. Sprawdzanie generatora pomiarowego m.cz i w.cz  
3. Sprawdzanie oscyloskopu elektronicznego.  

         

Literatura: 

Podstawowa:   

1.Piotrowski J. Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. PWN    
Warszawa 2012   

 
  

3. Piotrowski J. i inni: Pomiary, WNT, Warszawa 2009 
4. Prac  
  
 

 
1. Ostapczuk A., Multimetr cyfrowy V 533. Instrukcja sprawdzania,  
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 MON 1997 (R-6943) 
2. Litwinko T., Oscyloskop elektroniczny. Instrukcja sprawdzania, MON 
 1996 (R 6874) 

-  
 metodyka legalizacji, MON 1992 (R-6041) 

 

 

W1 w 

pomiarowych / K_W11 
W2 / Student 

 
realizacji 

 
U2 

 
K1 / Student 

 / K_K04 

Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

zaliczenia. 

  
 

laboratoryjnych.  
 

laboratoryjnych 
 

 
-100%. 

 
-90%. 

 
poziomie 71-80%. 

 plus 
ksz -70%. 

 
-60%. 

 
 

Oc zal. 
 

nzal. 
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Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.   / 16 
3.  
4.  
5.  
6. Przygotowanie do zaliczenia 12 
 

,7 godz. / 2 ECTS 
nauczycieli (1+2+5): 34,5 godz. / 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 
 

 Zastosowanie baz danych Application of databases 

 WELENWSM-ZBD 

 polski 

  

  

 studia II stopnia 

 specjalistyczny 

 2022 

 
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 8/+, S 8/+ 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

 
 

Podstawy programowania   
Eksploatacja  
danych w systemach informatycznych. 

Program: 
Semestr: I 

Elektronika i Telekomunikacja 
Metrologia 

Autor:  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

 

 /  

 

przechowywaniem, przetwarzaniem i wydawaniem informacji w bazach danych 
oraz projektowania i 

 

 
 

/ metody dydaktyczne: werbalno-
programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji 

do samodzielnego studiowania. 
Tematy  

1. Wprowadzenie do problematyki baz danych: 

danych. 
 

Widoki. 
4. Diagramy i projektowanie baz dan
danych.  
5. Systemy bazodanowe. Zastosowanie baz danych. 

standaryzacja w tym R
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-injection i 
Cross-sitee scripting. 
7. Metody i techniki tworzenia kopii zapasowych, audyt i organizacyjne 

 Zaliczenie wyk  
 
Laboratoria / metody dydaktyczne: 
programowania i projektowania; zadania do samodzielnej realizacji; dyskusja 

 
 

 SQL. 
2. Opracowanie projektu zadanej bazy danych. 
 
Seminaria / metody dydaktyczne: tematy do samodzielnego opracowania w 

owych; 
dyskusja w grupie. 
Tematy  

likacji. Ochrona przed atakami SQL 
Injection i Cross-Site Scripting. 
2. Metody i techniki tworzenia kopii zapasowych. Zastosowanie szyfrowania do 
ochrony danych. 

ach bazodanowych Microsoft, Oracle, 
Sybase i w bankowych systemach bazodanowych. 

publicznych. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Praktyczny kurs SQL. Helion S.A.,2015 
Baz Danych 2005 

3. Natan R. Implementing Database Security and Auditing Elsevier 2005.  

informatycznych. PWN S.A. Warszawa; 2001  
 

 
5. Cole E., Krutz R., Conley J.; B  Biblia. Helion Gliwice; 2005  
6. Preston C. W., Archiwizacja i odzyskiwanie danych, Helion S.A.,2008  
7. Preston de Guise, Enterprise systems backup and recovery, Taylor & Francis 
Group 2009. 

 

W1 / zna i rozumie wybrane algorytmy i metody stosowane w systemach 
bazodanowych / K_W07 
W2 
K_W10  
W3 
systemach bazodanowych / K_W13  
U1 
K_U04  
U2 / 

/ K_U06  
U3  informatyki z 

 
K1  

K2  

http://helion.pl/autorzy/danuta-mendrala,mendan.htm
http://helion.pl/autorzy/marcin-szeliga,szem.htm
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Metody 
i kryteria oceniania 

 

 

 

wykonanie zadnia programistycznego. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co 

 

 

isowych, graficznych, obliczeniowych i 
testowych. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest   
- 

 
- 

laboratoryjnych 
-  

 
-100%. 

 
-90%. 

 
poziomie 72-81%. 

 plus 
ksz -72%. 

 
-63%. 

 
 

Bilans ECTS 
 

studenta): 

1.  
2.   / 8 
3.  
4.   / 8 
5.  
6.  
7.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu  / 0 
10.  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5 
13.  
 

 godz./ 2 ECTS 
nauczycieli (1+2+4+10): 35 godz./ 1 ECTS 

 godz./ 2 ECTS 

 


